CAIET DE SARCINI
la concursul pentru achizitionarea bunurilor
prin metoda L.icitatiei deschise

Lot 1
Microscop cu sonda de scanare
Nr. | Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de Cantitatea Valoarea estimati
d/o solicitate masura (lei)
1 38500000- Microscop cu sondi de set 1 1200000
0 scanare
TOTAL 1200000

Specificarea tehnica deplina solicitata

Microscopul cu sondd de scanare (MSS) este destinat pentru studiul reliefului, proprietatilor
nanomecanice, electrice si magnetice a suprafetelor la scara nanometrica.

Microscopul cu sonda de scanare trebuie s posede urmatoarele regimuri de lucru:

- Microscopie de fortd atomica de contact (Masurarea reliefului, fortelor normale, fortelor
laterale, modularea fortei, indicarea curentilor de curgere);

- Microscopie de forta (Construirea curbelor de apropiere si indepartare);

- Nanolitografie dinamica de forta;

- Nanolitografie de curent;

- Microscopie de fortd atomicd de semicontact (Masurarea reliefului, contrastul de faza,
indicarea semnalului greselii buclei de reactie);

- Microscopie de forta electrostatica;

- Microscopie de scanare capacitativa (indicarea contrastelor dC/dz, dC/dV);

- Microscopie cu sonda Kelvin;

- Microscopie de fortd magnetica;

- Posibilitatea de complectare a microscopului pentru realizarea masurarilor in regim de
microscopie de fortd atomica oscilanta si pentru realizarea masurarilor in lichide.

. Caracteristici tehnice:

-

1. Bloc de baza de scanare cu scaner piezo incorporat cu senzori capacitativi si cu sistem de
pozitionare XY a mostrei fatd de sonda.

1.1. Posibilitatea de schimbare a sondelor de scanare.

1.2. Sistem video de monitorizare a pozitiondrii mostrei si a sondei.

1.3. Sistem cinematic de instalare simpla a sondei de scanare de schimb.

1.4, Scaner piezo XYZ cu senzori capacitativi de deplasare pe axele X,Y,Z.

1.5. Diapazonul de scanare XxXY*Z nu mai putin de 100x100x10 um.

1.6. Pasul minimal de scanare nu mai mic de 2 nm.

1.7. Nelinearitatea piezo scanerului pe directiile X si Y cu utilizarea buclei de reactie
nu mai mare de 0,1%.

1.8. Zgomotul senzorilor buclei de reactie pentru coordonatele XY nu mai mare de 0,3
nm.

1.9. Zgomotul senzorului buclei

L10. DR POSARLSS Shllare pe o

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

é’n’\i‘ pentru axa Z nu mai mare de 0,03 nm.
g rentului alternativ si continuu.



1.11. Posibilitatea de masurare a curentului intre sonda si mostra de cel putin 50 pA

pana la 50 nA.
1.12. Mairimea maxima a mostrei studiate (XxYXZ) nu mai mica de 25x25%10 mm.
1.13. Masa maxima a mostrei studiate nu mai putin de 40 g.
1.14. Sistem de pozitionare XY: pozitionarea manuald a mostrei in planul XY.
1.15. Zona de pozitionare a mostrei in planul XY nu mai micd de 5x5 mm.
1.16. Pasul minim de pozitionare nu mai mic de 5 pm.
1.17. Sistem de conducere automatizat, cu motor pas cu pas, a mostrei la spre sonda.
2. Cap de masurare pentru MSS pentru lucru cu cantilevere din siliciu.
2.1. Prezenta suportului pentru cantilevere din siliciu.
2.2. Sursa de radiatie a sistemului de inregistrare a incovoierii cantileverului: laser 650
nm.
2.3. Banda preamplificatorului sistemului de Tnregistrare: nu mai mic de 5 MHz.
2.4. Ajustarea manuala a sistemului de inregistrare.

3. Blocul de comanda a MSS.
- Trebuie sa posede arhitectura modulara, care va permite instalarea placilor de extensie.
- Numarul maxim de canale de scanare simultane: cel putin 8.
- Marimea maxima a imaginii nu mai mica de 40004000 puncte.
- Generator cu banda nu mai putin de 5 MHz si rezolutia pe frecventd nu mai mica de 32
biti.
- Trebuie sa posede detector sicron rapid cu banda nu mai mica de 5 MHz.
- Banda Z a frecventelor: nu mai mic de 9 kHz.
- Banda de frecvente XY: nu mai mic de 4 kHz.
- Zgomotul Z in banda de frecvente 10-1000 Hz: nu mai mult de 0.3 ppm.
- Zgomotul XY banda de frecvente 10-1000 Hz: nu mai mult de 0.3 ppm.
- Tensiunea de alimentare: 90-240V, 50/60 Hz
- Interfatd de conectare nu mai mic de USB 2.0
4. Statia de lucru.
4.1. CPU minimum 3,9 GHz.
4.2. RAM minimum 8 Gb.
4.3. HDD minimum 1 Tb.

4.4, 1 (unu) Monitor LCD cu diagonala nu mai mica de 27”.

4.5. Tastatura si manipulator de tip mouse.
5. Software instalat pe statia de lucru, pentru dirijarea cu microscopul cu sonda de scanare si
pentru prelucrarea datelor MSS. Configurare automata a metodicilor MSS.
6. Program de automatizare a setarilor de scanare pentru MSS in regim de semicontact.

Compatibilitate cu software a MSS. Posibilitatea setdrii automate in timpul scanarii a
coeficientului buclei de reactie, valoare punctului de lucru, valoarea amplitudei de oscilatie
liberd a cantileverului si viteza de scanare a pentru obtinerea rezultatelor optimale a masurarii
suprafetei si a contrastului de faza a suprafetei pentru un spectru larg de morfologii

7. Videomicroscopul auxiliar trebuie sa posede rezolutie optica de cel putin 3 um, sa posede
sursa de iluminare autonoma si rezolutia matricei nu mai mic de 5 Mpx.

8. In dotarea microscopului va fi setul de ustensii pentru microscopul cu forta atomica:
penseta subtire, pensetd standartd, banda adeziva dublustrat.

9. Set de suport pentru mostre: 2 suporturi mostra, 2 substraturi

10.  Sensori de sonda.

10.1. Sensori de sonda pentru microscopie de fortd atomicd de contact, minim 20 buc.

10.2. Sensori de sonda pentru microscopie de forta atomica de contact 75 buc.

10.3. Sensori de sonda pentru afisarea curentilor de curgere, min 5 buc.

10.4. Sensori de sonda pentru microscopie de forta electrica si metoda sondei Kelvin,
min. 40 buc.

10.5. Sensori de sonda pentru microscopia de fortd magnetica, min. 10 buc.



11.  Structuri de testare.

11.1. Structurd de testare 1: 2D (XY) grild pentru testarea simultand si ajustare a
coeficientilor de scara pentru directiile X, Y, Z. Perioada structurii de testare min.
2 um, marimea 2-4 pm. Indltimea structurii de testare 1: va fi 15 nm péana la 25
nm.

11.2. Structura de testare 2: Retea de difractie, unidimensionala. Perioada retelei min.: 2
pani la 4 pum. Iniltimea structurii de testare 2: va fi cuprinsi intre 2 si 4 pm.
Inaltimea structurii de testare 2 va fi de la 15 la 25 nm.

11.3. Structura de testare 3: Retea de difractie, unidimensionald. Perioada structurii de
testare va fi cuprinsa intre 2 si 4 pm. Iniltimea structurii de testare va fi cuprinsi
intre 90 si 120 nm.

11.4. Structura de testare 3: Retea de difractie, unidimensionala. Perioada structurii de
testare va fi cuprinsd intre 2 si 4 pm. Iniltimea structurii de testare va fi cuprinsi
intre 450 s1 550 nm..

12.  Pasaport tehnic — 1 buc.
13.  Manual de utilizare — 1 buc.

2. Cerinte de garantie

1. Inliturarea defectiunilor instalatiei pe teritoriul beneficiarului sau repararea la Centrul
de deservire. Livrarea la centrul de deservire a utilajului defectat in cazul garantiei se va realiza
din contul Furnizorului.

2. Garantia pentru utilaj trebuie sa fie de cel putin 24 luni din momentul semnarii de catre
Client a actului de realizare a lucrarilor de montare si de pornire a utilajului. Inginerul de
deservire va fi prezent la Client in timp de 3 zile lucratoare din momentul inregistrarii cererii
scrise de la Client.

3. Set de livrare:
1.1. Utilajul furnizat trebuie sa fie dotat cu cabluri de comutare si cabluri de alimentare
1.2. Setul livrat va corespunde caietului de sarcini tehnice.

4. Documentatia de insotire trebuie sa includa urmitoarele documente:
1.3. Descrierea utilajuluti;
1.4. Manual de utilizare n limba engleza.

5. Termeni de livrare, executare lucrari, prestari servicii:

Termen de livrare — 4-6 saptamani din momentul inregistrarii contractului.

In mod obligator si se realizeze lucrarile de montare si de pornire a utilajului cat si instruirea
reprezentantilor beneficiarului in ce priveste lucrul cu utilajul in termen de trei zile lucratoare din
momentul livrarii Microscopului cu Sondad de Scanare.
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